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Вопрос помехоустойчивости электромагнитной дефектоскопической 
аппаратуры в настоящее время в связи с внедрением автоматических де­
фектоскопов приобретает первостепенное значение. При отсутствии спе­
циальных мер повышения помехоустойчивости даже одиночный импульс 
помехи может вызвать ложную отбраковку качественного изделия.
Наиболее опасно воздействие помех на канал передачи сигнала. 
Механические помехи в виде периодических вибраций и отдельных уда­
ров контролируемого изделия воздействуют на датчик дефектоскопа. Это 
вызывает появление ложного сигнала в приемной части дефектоскопа 
и вызывает срабатывание его автоматики. Случайные электрические по­
мехи в виде выбросов флуктуационных шумов, а также наводки 50 Гц 
{сетевая помеха) воздействуют главным образом на входные цепи уси­
лителей. Опасными являются также скачки напряжения питания дефек­
тоскопа, выззанные включением и выключением мощного технологиче­
ского оборудования цеха.
Рис. 1. Блок-схема дефектоскопа
На рис. 1 представлена блок-схема электромагнитного дефектоскопа 
для контроля качества поверхности заготовок турбинных лопаток, име­
ющего повышенную помехозащищенность от перечисленных выше помех.
В дефектоскопе используются два проходных токовихревых датчика 
(Д1, Д2) самосравнения, имеющих общую намагничивающую обмотку 
и две пары измерительных обмоток, расположенных на вполне опреде­
ленном расстоянии друг от друга и подключенных каждая к своему ка­
налу. Работа такой схемы проясняется при помощи эпюр (рис. 2уа, б).
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Рис. 2. Эпюры, поясняющие работу прибора: а — 
при воздействии полезного сигнала; б — при одно­
временном воздействии помехи на оба канала
Если контролируемое изделие, проходящее через датчики с вполне 
определенной скоростью, имеет дефект, то на выходах обоих каналов по-
, Iлучаются импульсы, сдвинутые на время t3 =  ,
где I — расстояние между измерительными секциями датчиков;
v — скорость движения дефекта.
На выходе дефектоскопа используется временный селектор импуль­
сов, состоящий из трех ждущих мультивибраторов ЖМ1—ЖМЗ и схемы 
совпадения CC.
Появление импульса в первом канале приведет к срабатыванию 
ЖИ1, который вырабатывает импульс длительностью Ti=^t3. Через вре­
мя t3 во втором канале срабатывает ждущий мультивибратор ЖМ2, ко­
торый вырабатывает импульс длительностью T2 =  0,5ті. Этот импульс 
поступает на один из входов схемы совпадения CC. По заднему фронту 
импульса ЖМ1 запускается ждущий мультивибратор ЖМЗ, который 
вырабатывает импульс длительностью T3U t 3— Ti +  т2, поступающий на 
второй вход схемы совпадения. Таким образом, на обоих входах схемы 
совпадения будут одновременно действовать два импульса. В этом слу­
чае на выходе схемы совпадения появится прямоугольный импульс, ко­
торый, поступая в блок автоматики, вызовет отбраковку данного из­
делия.
В случае воздействия помехи одновременно по двум каналам на вы­
ходах селектора импульсов появятся два импульса одновременно« 
(рис. 2, б).  В результате импульсы, поступающие на схему совпадения, 
оказываются разнесенными во времени, и схема совпадения не выраба­
тывает сигнал. В этом случае отбраковки не произойдет.
Исследование помехоустойчивости проводилось на блок-схеме 
(рис. 3). Для определения влияния изменений напряжения питания де­
фектоскопа искусственно создавались скачки питающего напряжения, 
причем предусматривалось как изменение величины скачков, так и из­
менение их частоты. На рис. 4, а представлено распределение вероятнос­
ти ложного срабатывания дефектоскопа от величины относительного из­
менения напряжения питания при общем числе скачков п =  100. На гра­
фике видно, что значительная перебраковка появляется при относитель­
ном изменении напряжения питания на 30%.
На рис. 4 ,6  приведено распределение вероятности ложного сраба­
тывания дефектоскопа от частоты скачков напряжений питания.
Для исследования влияния наводки промышленной частоты датчик 
дефектоскопа помещался в соленоид, запитанный через автотрансфор­
матор от сети 50 Гц. Благодаря применению датчиков самосравнеиия,
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Рис. 4. Распределение вероятности ложного срабатывания 
дефектоскопа: а — от величины скачков напряжения пита­
ния; б — от частоты скачков напряжения питания
избирательным свойствам усилителей несущей частоты УН и пороговым 
устройствам ПУ, на входах селектора импульсов при воздействии одной 
наводки (без полезного сигнала) срабатываний дефектоскопа не на­
блюдается в сравнительно широком диапазоне напряженностей поля на­
водки (0—25 эрстед).
На рис. 5 приведена зависимость числа срабатываний двухканаль­
ного дефектоскопа от величины помехи (кривая 1) и та же зависимость 
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Рис. 5. Зависимость числа ложных сра­
батываний дефектоскопа от величины 
наводки
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мерительную схему сигнала и помехи. При этом полезный сигнал ими­
тировался при помощи генератора импульсов и поляризованного реле 
(рис. 3), а число срабатываний фиксировалось пересчетным прибо­
ром ПП.
Исследование влияния вибраций проводилось при помощи специ­
ального вибрирующего коромысла, к которому крепилась заготовка тур­
бинной лопатки, помещенная в датчик. Амплитуда вибраций изменя­
лась соответствующим подбором эксцентриков, заставляющих коромыс­
ло совершать возвратно-поступательное движение. Частота вибраций из­
менялась регулированием числа оборотов двигателя, на валу которого 
находился эксцентрик. На рис. 6 приведено распределение вероятности
Рис. 6. Распределение веро­
ятности ложного срабатыва­
ния дефектоскопа от часто­
ты вибраций изделия
ложного срабатывания двухканального дефектоскопа от частоты вибра­
ций для трех значений амплитуды вибраций. Пз графика можно сделать 
вывод, что при периоде вибраций, не превышающем длительность им­
пульсов ждущих мультивибраторов, вероятность ложного срабатывания 
двухканального дефектоскопа значительно меньше, чем одноканального, 
что оправдывает применение второго канала.
Проведенные исследования подтвердили предполагаемое суще­
ственное снижение ложных срабатываний дефектоскопа при воздействии 
на него разного рода помех.
